
高濃度ナトリウム溶液中セシウム分析（炎光光度法）

プリスキャン機能によりBKG補正を行う波長
（BKG-L、BKG-R）を指定することができます。

イオン化干渉抑制のため干渉抑制剤の添加が必要です。

* Cs添加濃度 0.05 mg/L0.9998

BKG-L        ピーク           BKG-R

炎光光度法を用いて分析を行う場合、発光成分のバックグランド補正を行う必要があります。
日立偏光ゼーマン原子吸光光度計ZA3000シリーズでは新たに搭載したプリスキャンを
用いた補正機能により、簡便にバックグラウンド補正を行うことができます。
It is necessary to correct the background intensity for measurement of elements with flame 
photometry. New prescanning function is able to make precise background correction.

概 要

炎光光度法対応 新規バックグラウンド補正法
ZA3000シリーズ原子吸光光度計

Polarized Zeeman Atomic Absorption Spectrophotometer ZA3000 Series

プリスキャン機能

Csの検量線

Csの添加回収結果

マトリックスの濃度 Cs分析値*
(mg/L)
 

回収率
（％） 

Ｎａ 5000 mg/L
Ｎａ 10000 mg/L

0.052 104

1040.052

Na5000 ｍｇ/L

Csの発光強度

マトリックス(Na)濃度
によりBKG強度が変化

Na10000 ｍｇ/L


